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锗γ谱仪活度标准装置检定规程

  本规程适用于新制造、使用中和修理后的同轴锗 (锂)γ谱仪或同轴高纯锗γ谱仪

活度测量标准装置的检定。γ射线的能量范围60~1408keV,点源活度3.7×103~
3.7×105Bq。

一 概述

锗 (锂)γ谱仪和高纯锗γ谱仪用于测量放射源的γ发射率或放射性活度。
锗γ谱仪由锗探测器、高压电源、前置放大器、谱放大器、多道脉冲幅度分析器和

数据处理系统组成。γ射线与探测器相互作用,产生电脉冲信号由电子学系统分析和计

数。根据γ能谱中被测核素某特征γ射线的全吸收峰净面积计数率和探测器对该γ射线

的探测效率 (用标准源进行刻度),可以得到此γ射线的γ发射率,再根据该γ射线的

发射几率,便可以得到该核素的活度。

二 技术要求

1 γ谱仪中电子学仪器的性能应符合说明书给出的指标。

2 探测器的能量分辨率应好于2.5keV (对60Co的1332keVγ射线)。

3 谱仪系统24小时内峰位漂移不超过0.02%,峰净面积测量的稳定度应好于

0.2% (谱仪预热稳定以后)。

4 谱仪要配有堆积抑制器,有良好的抗堆积性能,当总计数率≤103 计数·s-1时
堆积损失小于0.15%。

5 谱仪要配有性能良好的计算机谱分析软件,减连续谱本底求峰净面积的一致性

好于0.3%。

6 探测器要配有放射源支架,使放射源轴向位置和在轴线的垂直方向位置的不一

致性对探测效率不确定度的贡献分别小于0.03%。

7 谱仪应配备有长寿命的、高中低能区至少各有一条γ射线的监督源,以监督谱

仪的长期稳定性。

8 谱仪在60~1408keV能区内测量γ发射率的量程为4×103~4×105s-1,总不

确定度 (1.5~5)% (3σ)。

三 检定条件

9 60Co、133Ba、241Am点状γ标准源各一个,效率校准用,活度分别为 (2~4)×
104Bq、(1~2)×105Bq和 (1~2)×105Bq,总不确定度分别为1%、2.5%和1%。
源斑直径≤2mm,偏离中心<1.5mm。源托厚度4±0.05mm,源托膜位于中间。源

自吸收和源与源之间膜吸收的不一致性均小于0.1%。

10 152Eu点状γ源一个,效率标准用,活度 (1~2)×105Bq,154Eu杂质含量小

于0.2%。源的几何条件同第9条。
1

JJG752—1991




